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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinarodni elektrotechnicka komise) tvori
specializovany systém celosvétové normalizace. Narodni organy, které jsou Cleny ISO nebo IEC, se
podileji na vypracovani mezinarodnich norem prostrednictvim technickych komisi zfizenych
prislusnou organizaci, aby se zabyvaly urcitou oblasti technické ¢innosti. V oblastech spole¢ného
zajmu technické komise ISO a IEC spolupracuji. Prace se zGc¢astnuiji i jiné mezinarodni organizace,
vladni i nevladni, s nimiz ISO a IEC navazaly pracovni styk.

Mezinarodni normy jsou pfipravovany v souladu s pravidly urCenymi Smérnicemi ISO/IEC, ¢ast 3.

V oblasti informacni technologie zfidily ISO a IEC spole¢nou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Navrhy
mezinarodnich norem prijaté spole¢nou technickou komisi se rozesilaji narodnim ¢lenlm k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Je nutné upozornit na moznost, ze nékteré prvky této mezinarodni normy mohou byt pfedmétem
patentovych opravnéni. ISO a IEC neodpovidaji za identifikovani libovolnych nebo vsech takovych
patentovych opravneni.

Mezinarodni norma ISO/IEC 10373-6 byla pfipravena spolecnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1
Informacni technologie, subkomisi SC 17, Identifikacni karty a prislusna zarizeni.

ISO/IEC 10373 sestava z nasledujicich ¢asti, pod spoleCnym nazvem Identifikacni karty - Zkusebni
metody:

- Cést 1: Zkousky vseobecnych charakteristik

- Cést 2: Karty s magnetickymi prouzky

- C3st 3: Karty s integrovanymi obvody s kontakty a pfislusna zafizeni rozhrani
- Cést 4: Bezkontaktni karty s integrovanymi obvody s tésnou vazbou

- Cast 5: Optické pamé»ové karty

- C3st 6: Karty s vazbou na blizko

- C4st 7: Karty s vazbou na dalku

Pfiloha A této Casti ISO/IEC 10373 je pouze informativni.
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1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO/IEC 10373 stanovi zkusebni metody pro charakteristiky karet s integrovanymi obvody s
kontakty a pfislusnych zafizeni rozhrani uvedenych v ISO/IEC 7816. V kazdé zkuSebni metodé jsou
kiizové odkazy na jednu nebo vice zakladnich norem, coz mdze byt ISO/IEC 7810 nebo jedna nebo
vice doplnujicich norem, podle technologie ukladani informaci pouzité v aplikacich identifikacnich
karet.



POZNAMKA 1 Kritéria pro pfijeti nejsou ¢asti této mezinarodni normy, ale Ize je nalézt ve vyse
zminénych mezinarodnich normach.

Tato ¢ast ISO/IEC 10373 se zabyva zkuSebnimi metodami, které jsou specifické pro technologii
integrovanych obvod{ s kontakty. ISO/IEC 10373-1 se zabyva zkusebnimi metodami, které jsou
spole¢né pro jednu nebo vice technologii karet a dalSi ¢asti se zabyvaji dalSimi zkouSkami, které
souvisi s prislusnou technologii karty.

ZkuSebni metody popsané v této ¢asti ISO/IEC 10373 jsou urceny, aby byly provadény samostatné a

nezavisle. Pro danou kartu se nepozaduje, aby vyhovéla postupné vsem zkouskam. ZkuSebni metody
popsané v této ¢asti ISO/IEC 10373 jsou zalozeny na specifikacich jiz uvedenych v ISO/IEC 7816 nebo
které budou v ISO/IEC 7816 uvedeny.

Shoda karet ICC a zafizeni IFD stanovena pomoci zkusebnich metod uvedenych v této ¢asti ISO/IEC
10373 nezabrani porucham pfi provozu. Zkouseni spolehlivosti je mimo predmét této ¢asti ISO/IEC
10373.

-- Vynechany text --



